Pfiloha €. 1 - Technicka specifikace

Systém Fizeného iontového lesténi tenkych félii aktivnich materiala pro TEM

1. Kupujici v zadavacim fizeni poptal dodavku zafizeni vy

Systém fizeného iontového lesténi tenkych félii aktivnich materidld pro TEM. PF¥istroj diky odprasovéni svazky iontl (Ar+) dopadajicich pod malym thlem na pfipravovany vzorek umoziiuje pfipravu
intového lesténi a bezpeény provoz zafizeni pfi pfipravé aktivnich vzorki PoZzadovana je pracovni komora s vysokym vakuem a moznost chlazeni drzaku vzorku pomoci tekutého N2. ZaFizeni musi byt
schopno odpra3ovat material z obou stran TEM disku sou¢asné i jen jednostranné. Nezbytna je ¢asova efektivita odprasovani i velka citlivost zaFizeni (vysoké resp. velmi nizké proudy a energie iontd).
lontové odpra$ovani musi umoZnit vyrobu TEM félie s velkou transparentni plochou a s reprodukovatelnou tloutkou dosahujici 10-30 nm. Metoda musi umoZnit pfipravu félii z heterogennich nebo
nevodivych materiald. Pfipravu vzorkd musi byt mozno priibézné kontrolovat optickym mikroskopem s digitalni kamerou. Sou¢asti dodavkymusi byt také definovana sada zafizeni pro mechanickou
pFipravu a ztencovani TEM diskd, ktera zajisti zkraceni ¢asu iontového odprasovani na minimum a optimalizuje povrch disku pro ziskani kvalitni tenké folie.

Cislo _ Technické a funkéni vlastnosti |Poiadované hodnota

P> Systém fizeného iontového lesténi - zakladni popis

1 Minimalni pocet iontovych dél 2

P Nejvyssi ptipustnd hodnota minimalniho urychlovaciho napéti iontového svazku pro kazdé iontové 01KV
délo '

3 Nejnizsi pfipustna hodnota maximalniho urychlovaciho napéti iontového svazku pro pro kazdé 80KV
iontové délo !

4 Hustota iontového toku (peak) nejméné 10 mA/cm2

5 Rozsah naklonu iontovych dél k roviné vzorku minimalné v rozpéti -10° az +10°

6 MoZnost soucasného oboustranného lesténi vzorku ano

7 MozZnost pouZiti obou dél na jednostranné lesténi ano

8 Rotace pripravované félie o 360° ano

9 Moznost nastaveni riizné rychlosti rotace v rozsahu alespon 1-5 otaéek za minutu ano

10 Moznost chlazeni drzaku pro vzorek pomoci tekutého N2 ano

11 Vakuovy systém nesmi obsahovat olejové vypary ano

12 Vyména vzorki (nemysli se s chlazenim vzorku, tedy pro pfipad chlazeni tekutym N2). v komore i s ano
Cerpanim komory musi probéhnout do 5 minut

13 Pracovni tlak komory nejvyse 102 Pa

P> Vnéjsi rozméry systému Fizeného iontového lesténi

14 Celkovd 3itka do 1200 mm

15 |Celkovd vy3ka do 800 mm

16 Celkova hloubka do 1000 mm

» Specifikace zafizeni

17 Moznost programovani pribéhu pfipravy vzorku a moznost ukladani uzivatelsky nadefinovanych ano
postupll pfipravy

18 Moznost automatického ukonéeni procesu pfi dosazeni dané velikosti otvoru ve folii (funkce auto
ano
stop)

Moznost sledovani povrchu vzorku pomoci digitaIni kamery s uzivatelsky nadefinovanym

19 T *
zvétSenim v rozsahu alespori

300x — 2000x

Moznost automatického zéznamu stavu vzorku digitalni kamerou béhem procesu piipravy (v
20 libovolnych intervalech uréenych zadavatelem, napf. po 1 min.). Nejkratsi zdznam stavu vzorku ano
alespofi po 10's.

21 Digitdlni kamera dodana se softwarem a hardwarem pro sledovéni a zéznam stavu vzorku ano

2 Dodany software a hardware je kompatibilni s operaénim systémem zadavatele Win 7 nebo vy3si ano
verze

Opticky mikroskop a digitalni kamera jsou chranény 3titem (shutterem) vyrobenym z wolframu
nebo materidlu se stejnymi nebo lepsimi vlastnostmi pro stinéni radiace, ktery je umistén v

23 prostoru mezi pozici aktivniho vzorku v pracovni komofte zafizeni a optickym mikroskopem. ano
Polohovani shutteru je motorizované, ovladatelné z prostfedi dodaného softwaru a umoziiuje
stinéni pouzit kdykoli podle potieb zadavatele

2 Zafizeni je vybaveno systémem vakuového transportu aktivniho vzorku z a do pracovni komory
P ano
zafizeni.

2 Vakuovy systém zafizeni je vybaven filtrem zabrafujicim 3ifeni aktivnich produkti iontového
. p G < ano
odpra3ovani z pracovniho prostoru zafizeni mimo ngj

Soucasti dodavky jsou také jici zafizeni pro pi a ické zten&eni vzorku (TEM Disku) pFed iontovym ledténim. Tato zafizeni musi byt
aj ibilni a umoZnit i pripravu disk( pro naslednou findlni Gpravu pomoci zafizeni pro fizené iontové lesténi:

P Ultrazvukova vyfezavaika vzorkd
UmoiZriuje vyFezavani diskd o priméru 3 mm, 2.7 mm a 1 mm a nastavitelné tloustce v rozsahu

26 alespon 0.05 - 5 mm na ultrazvukovém principu. Soucasti dodavky jsou pfislusné fezné nastroje ano
pro produkci diskdl pozadovaného priméru

27 Moznost nastaveni frekvence pro optimalizaci rychlosti fezani ano

28 Soucdsti dodavky je polohovaci stolek v osach x a y pro presné nastaveni polohy fezu ano

29 Zafizeni umozriuje fezat kromé kovd a slitin i velmi kfehké vzorky (napf. keramiku) ano

30 Souéasti zafizeni je i opticky stereomikroskop pro sledovani polohy, pribéhu a kvality fezu se ano
zvétsenim alespon 10x

31 |Soucasti dodavky je ohtivaci deska pouzitelna k pfilepeni vzork pomoci termolepidla ano
Soucasti dodavky je sada spotiebniho materialu zahrnujici minimalné dvé baleni brusného

32 materidlu minimalné dvou riznych zrnitosti, jedno baleni fixacni epoxidové hmoty, a dvé baleni ano
termolepidla

» Zatizeni pro vyseknuti disku ze vzorku

33 Zafizeni umoznuje ze vzorku o tloustce v rozmezi 0.01 - 0.1 mm bez deformace vyseknout disk o
- ano
prdméru 3 mm

» Ztencovat diski

34 Zafizeni umoZiiuje uchyceni disku vzorku o priméru 1.5 - 3 mm a jeho ztenéeni aZ na tloustku ano
nejvyse 0.05 mm

35 Zafizeni umoZriuje opakovatelné nastaveni a kontrolu nastavené tloustky ztenéovani ano

P Ztencovat diskd (dilkovag)

36 Zafizeni umoZiiuje ve ztenceném disku vybrousit dilek a tim zten¢it stfed disku na tloustku ano
nejvyse 0.003 mm

37 MéFeni Ubytku zten¢ovaného disku s pfesnosti alespoi 0.001 mm

38 Moznost nastaveni kone&né tloustky disku (stop position), velikosti Gbytku pfi zten&ovani ano

39 Soucasti zafizeni je také opticky mikroskop pro pozorovani povrchu vzorku se zvétsenim alespon ano
10x

40 |zafizeni je schopno brousit (vzhledem ke tvrdosti) kovy i keramiky ano
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Pfiloha €. 1 - Technicka specifikace

Systém Fizeného iontového lesténi tenkych félii aktivnich materiala pro TEM

1. Kupujici v zadavacim fizeni poptal dodavku zafizeni vy jjiciho na jici ickym p

2. Prodavaijici ke splnéni zavazki ze Smlouvy Kupujicimu doda, nainstaluje, otestuje
(v€etné podani prikazu dosaZeni parametrt jednotlivych zafizeni) a uvede do provozu
minimalné nasledujici zafizeni:

TypoOVe 0znaceni pristroj

Cislo _[Technické a funkéni vlastnosti | Pozadovana hodnota Garantovana hodnota

P Systém fizeného iontového lesténi - zakladni popis

1 Minimalni poet iontovych dél 2 vyplni uchazeé

2 N?jvyiii pfipustna hodnota minimalniho urychlovaciho napéti iontového svazku pro kazdé iontové 01KV Vyplni uchazet
délo

3 .Nejrﬂiéli pfipustné hodnota maximalniho urychlovaciho napéti iontového svazku pro pro kazdé 80KV Vyplni uchazet
iontové délo

4 Hustota iontového toku (peak) nejméné 10 mA/cm?® vyplini uchazec¢

5 Rozsah naklonu iontovych dél k roviné vzorku miniméainé v rozpéti -10° aZ +10° vyplni uchazeé

6 MoZnost soucasného oboustranného lesténi vzorku ano ano

7 MozZnost pouZiti obou dél na jednostranné lesténi ano ano

8 Rotace pripravované félie o 360° ano ano

9 Moznost nastaveni riizné rychlosti rotace v rozsahu alespon 1-5 otaéek za minutu ano ano

10 Moznost chlazeni drzaku pro vzorek pomoci tekutého N2 ano ano

11 Vakuovy systém nesmi obsahovat olejové vypary ano ano

12 Vyména vzorki (nemysli se s chlazenim vzorku, tedy pro pfipad chlazeni tekutym N2). v komofe i s ano ano
cerpanim komory musi probéhnout do 5 minut

13 Pracovni tlak komory nejvyie 102 Pa vyplni uchazeé

P> Vnéjsi rozméry systému Fizeného iontového lesténi

14 Celkova sirka do 1200 mm vyplni uchaze¢

15 |Celkovd vy3ka do 800 mm vyplni uchaze¢

16 Celkova hloubka do 1000 mm vyplni uchaze¢

P Specifikace zaFizeni

17 [T B S PTEREE PRT Y TR S e e Y A ano ano

18 Moznost automatického ukonéeni procesu pfi dosazeni dané velikosti otvoru ve folii (funkce auto ano ano
stop)

19 Moznost sledovani povrchu vzorku pomoci digitaIni kamery s uzivatelsky nadefinovanym 300 — 2000x Vyplni uchazeé

zvétsenim v rozsahu alespor

Moznost automatického zéznamu stavu vzorku digitalni kamerou béhem procesu piipravy (v
20 libovolnych intervalech uréenych zadavatelem, napf. po 1 min.). Nejkratsi zdznam stavu vzorku ano ano
alespofi po 10's.

21 DigitaIni kamera dodéna se softwarem a hardwarem pro sledovéni a zéznam stavu vzorku ano ano

2 Dodany software a hardware je kompatibilni s operaénim systémem zadavatele Win 7 nebo vy33i ano ano
verze

Opticky mikroskop a digitalni kamera jsou chranény 3titem (shutterem) vyrobenym z wolframu
nebo materialu se stejnymi nebo lepsimi vlastnostmi pro stinéni radiace, ktery je umistén v

23 prostoru mezi pozici aktivniho vzorku v pracovni komofe zafizeni a optickym mikroskopem. ano ano
Polohovani shutteru je motorizované, ovladatelné z prostfedi dodaného softwaru a umoziiuje
stinéni pouzit kdykoli podle potieb zadavatele

2 Zafizeni je vybaveno systémem vakuového transportu aktivniho vzorku z a do pracovni komory
P ano ano
zafizeni.

2 Vakuovy systém zafizeni je vybaven filtrem zabrafujicim 3ifeni aktivnich produkti iontového
sl p G < ano ano
odpra3ovani z pracovniho prostoru zafizeni mimo ngj

Soucasti dodavky jsou také na jici zafizeni pro pil a ické zten&eni vzorku (TEM Disku) pfed iontovym ledténim. Tato zafizeni musi byt i a umoZnit
mechanickou pfipravu diskii pro naslednou findlni Gpravu pomoci zafizeni pro fizené iontové ledténi:
» Ultrazvukova vyfezavacka vzorki
UmoiZriuje vyFezavani diskdl o priméru 3 mm, 2.7 mm a 1 mm a nastavitelné tloustce v rozsahu
26 alespon 0.05 - 5 mm na ultrazvukovém principu. Soucasti dodavky jsou pfislusné fezné nastroje ano ano
pro produkci diskil pozadovaného priméru
27 Moznost nastaveni frekvence pro optimalizaci rychlosti fezani ano ano
28 |Soucasti dodavky je polohovaci stolek v oséch x a y pro presné nastaveni polohy fezu ano ano
29 Zartizeni Zfiuje Fezat kromé kov( a slitin i velmi kiehké vzorky (napf. keramiku) ano ano
30 Soucdsti zafizeni je i opticky stereomikroskop pro sledovani polohy, pribéhu a kvality fezu se ano ano
31 Soutasti dodavky je ohfivaci deska pouzitelna k pfilepeni vzorki pomoci termolepidla ano ano
Soutasti dodévky je sada spotiebniho materidlu zahrnujici minimalné dvé baleni brusného
32 materialu minimalné dvou riiznych zrnitosti, jedno baleni fixaéni epoxidové hmoty, a dvé baleni ano ano

termolepidla

» Zafizeni pro vyseknuti disku ze vzorku

33 Zafizeni umoznujeze vzorku o tloustce v rozmezi 0.01 - 0.1 mm bez deformace vyseknout disk o
- ano ano
priméru 3 mm

» Ztencovac diska

Zafizeni umozriuje uchyceni disku vzorku o priméru 1.5 - 3 mm a jeho ztenéeni az na tloustku
34 . ano ano
nejvyse 0.05 mm

35 Zafizeni umoZiiuje opakovatelné nastaveni a kontrolu nastavené tloustky ztenovani ano ano

» Ztencovat diski (dilkovag)

Zafizeni umoZriuje ve zteneném disku vybrousit dilek a tim ztencit stfed disku na tloustku

36 ey
nejvyse 0.003 mm ano ano
37 Méfeni Ubytku ztencovaného disku s pfesnosti alespon 0.001 mm vyplni uchazeé
38 Moznost nastaveni kone&né tloustky disku (stop position), velikosti Ubytku pfi ztenéovani ano ano
19 Soutasti zafizeni je také opticky mikroskop pro pozorovani povrchu vzorku se zvét3enim alespori ano ano
10x
40 Zafizeni je schopno brousit (vzhledem ke tvrdosti) kovy i keramiky ano ano

Prodavajici prohlasuje , Ze pocty , hodnoty a paramety zafizeni Systém fizeného iontového lesténi tenkych Tolif aktivnich materialu pro TEM odpovidaji viem
pozadavkim Kupujiciho, uvedenym v této pfiloze.
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1. Kupujici

Priloha €. 1 - Technické podminky

Systém Fizeného iontového lesténi tenkych félii aktivnich materialt pro TEM

v zadévacim fizeni poptal dodéavku zafizeni vy jicil

Systém fizeného iontového lesténi tenkych folii aktivnich materialt pro TEM. Pfistroj diky odprasovani svazky iontl (Ar+) dopadajicich pod malym thlem na pfipravovany vzorek umozriuje
pipravu tenkych félii o kvalitéch nutnych pro nejnéroénéjsi techniky TEM. PFistroj musi byt minimalné vybaven definovanymi ochrannymi prvky zajistujicimi transport aktivniho vzorku do
komory systému intového lesténi a bezpeény provoz zafizeni pfi pfipravé aktivnich vzorkd . PoZzadovana je pracovni komora s vysokym vakuem a moznost chlazeni drzaku vzorku pomoci
tekutého N2. Zafizeni musi byt schopno odprasovat material z obou stran TEM disku sou¢asné i jen jednostranné. Nezbytna je ¢asova efektivita odprasovani i velka citlivost zafizeni (vysoké
resp. velmi nizké proudy a energie iontd). lontové odpra3ovani musi umoznit vyrobu TEM félie s velkou transparentni plochou a s reprodukovatelnou tloustkou dosahujici 10-30 nm. Metoda
musi umoznit pfipravu félii z heterogennich nebo nevodivych materialQ. Pfipravu vzorkd musi byt mozno pribézné kontrolovat optickym mikroskopem s digitalni kamerou. Souéasti dodavky
musi byt také definovana sada zafizeni pro mechanickou pfipravu a ztenéovani TEM disku, ktera zajisti zkraceni ¢asu iontového odprasovani na minimum a optimalizuje povrch disku pro
ziskani kvalitni tenké folie.

Cislo_ Technické a funkéni vlastnosti |Pozadovana hodnota
P Systém Fizeného iontového lesténi - zikladni popis
1 inimalni pocet iontovych d&l 2
5 [Neiwyssi pripustng hodnota minimalnio ury iho napéti iontového svazku pro kazdé 01KV
iontové délo
3 Nejniz3i pfipustna hodnota maximalniho urychlovaciho napéti iontového svazku pro pro kazdé 80KV
iontové délo .
4 Hustota iontového toku (peak) nejméné 10 mA/cm?
5 Rozsah naklonu iontovych dél k roviné vzorku minimainé v rozpéti -10° az +10°
6 Moznost sou¢asného oboustranného lesténi vzorku ano
7 Moznost pouziti obou dél na jednostranné lesténi ano
8 Rotace pripravované félie o 360° ano
9 MoZnost nastaveni rlizné rychlosti rotace v rozsahu alespof 1-5 otaéek za minutu ano
10 Moznost chlazeni drzéku pro vzorek pomoci tekutého N2 ano
11 |Vakuovy systém nesmi obsahovat olejové vypary ano
1, |Wména vork (nemyslise s chlazenim vaorku, tedy pro pfipad chlazeni tekutym N2). v komofe o
i s erpanim komory musi probéhnout do 5 minut
13 |Pracovni tlak komory nejvyse 107 Pa
P Vn&jsi rozméry systému fizeného iontového ledténi
14 Celkova 3itka do 1200 mm
Celkova vyska do 800 mm
Celkova hloubka do 1000 mm
kace zafizeni
17 Moznost programovani prabéhu pfipravy vzorku a moznost ukladani uzivatelsky nadefinovanych ano
postupli pfipravy
18 Moznost automatického ukonéeni procesu pfi dosazeni dané velikosti otvoru ve folii (funkce ano
auto stop)
19 M?if\oslt sledovani povrchuyvzorku pomoci digitalni kamery s uZivatelsky nadefinovanym 300x — 2000x
zvétsenim v rozsahu alespon
MoZnost automatického zéznamu stavu vzorku digitalni kamerou béhem procesu pfipravy (v
20 i intervalech uréenych napf. po 1 min.). Nejkrat3i zdznam stavu vzorku ano
alespoii po 10 s.
21 Digitalni kamera dodana se softwarem a hardwarem pro sledovani a zaznam stavu vzorku ano
22 Dodany software a hardware je kompatibilni s operaénim ano
Opticky mikroskop a digitaIni kamera jsou chrénény étitem (shutterem) vyrobenym z wolframu
nebo materiélu se stejnymi nebo lepsimi vlastnostmi pro stinén radiace, ktery je umistén v
23 |prostoru mezi pozici aktivniho vzorku v pracovni komofe zafizeni a optickym mikroskopem. ano
Polohovani shutteru je motorizované, é z prostfedi ého softwaru a Znuj
stinéni poutit kdykoli podle potfeb zadavatele
2 Zaffzen'ije vybaveno systémem vakuového transportu aktivniho vzorku z a do pracovni komory ano
zafizeni.
55 |Vakuowy systém zafizent je vybaven filtrem zabrafuiicim 3ifeni aktivnich produktd iontového o
odprasovani z pracovniho prostoru zafizeni mimo néj
byt a i a umoznit i pfipravu diski pro naslednou finalni Upravu pomoci zafizeni pro fizené iontové
lesténi:
» Ultrazvukova vyrezavacka vzorkl
UmoZiuje vyfezavani disk o praméru 3 mm, 2.7 mm a 1 mm a nastavitelné tloustce v rozsahu
26 |alespoit 0.05 - 5 mm na ultrazvukovém principu. Souéasti dodévky jsou pFislugné fezné néstroje ano
pro produkci diskii pozadovaného priméru
27 Moznost nastaveni frekvence pro optimalizaci rychlosti fezani ano
28 |Souasti dodévky je polohovaci stolek v oséch x a y pro presné nastaveni polohy fezu ano
29 Zafizeni Zfiuje Fezat kromé kov( a slitin i velmi kfehké vzorky (napf. keramiku) ano
10 Soutasti zafizeni je i opticky stereomikroskop pro sledovéni polohy, pribéhu a kvality fezu se ano
zvétenim alespori 10x
31 Soutasti dodavky je ohfivaci deska zitelnd k pfilepeni vzorkd pomoci ter ano
Soucasti dodavky je sada spotfebniho materialu zahrnujici minimalné dvé baleni brusného
32 materidlu minimalné dvou rznych zrnitosti, jedno baleni fixaéni epoxidové hmoty, a dvé baleni ano
ter i
P Zarizeni pro vyseknuti disku ze vzorku
23 Zafizeni umoZiiuje ze vzorku o tloustce v rozmezi 0.01 - 0.1 mm bez deformace vyseknout disk o ano
priméru 3 mm
P Ztencovat diskil
24 Zafizeni umoziuje uchyceni disku vzorku o priméru 1.5 - 3 mm a jeho ztenéeni az na tloustku ano
nejvyse 0.05 mm
35 Zafizeni Ziuj é nastaveni a kontrolu nastavené tloustky zten&ovani ano
» Ztentovat disku (dilkovag)
36 Zafizeni umoZiiuje ve ztenteném disku vybrousit dilek a tim ztencit stfed disku na tloustku ano
nejvyse 0.003 mm
37 Méfeni ubytku ztenéovaného disku s pfesnosti alespori 0.001 mm
38 Moznost nastaveni kone&né tloustky disku (stop position), velikosti Ubytku pFi zten€ovani ano
39 |Soucésti zafizeni je také opticky mikroskop pro pozorovani povrchu vzorku ano
40 Zarizeni je schopno brousit (vzhledem ke tvrdosti) kovy i keramiky ano

Doplnéné polozky

doplnéna rychlost rotace

doplnén ¢asovy zaznam

typ filtru nedokdzi uvést, mohlo by byti
diskriminacni

Doplnén parametr 2vétseni, pro sledovani kvality
Fezu postaci uvedené miniméini zvétsen

Pfesnost nelze uvést, Zadny z dodavateldi neuvdd,
pouze pramér disku

Doplnéno slovo "nastavené"



2. Prodavajici ke spInéni zavazki ze Smlouvy Kupujicimu dod4, nainstaluje, otestuje
(v€etné podani prikazu dosazeni parametru jednotlivych zafizeni) a uvede do provozu
minimalné nasledujici zafizeni:

[TYPOVE 6znaceni pristroje: T
Cislo__[Technickeé a funkéni vlastnosti | Pozadovana hodnota Garantovana hodnota

P Systém fizeného iontového le3téni - zakladni popis

zafizeni €i prace, zavazuje se Prodavajici dodat tato zafizeni a provést tyto prace jako souéast své dodavky bez zvyseni
Kupni ceny (zminéné dodavky a prace mit charakter vicepraci).

1 inimdlIni poéet iontovych dél - 2 iontova déla ano ano
Nejvyssi pfipustna hodnota minimalniho un iho napéti iontového svazku pro minimalné
2 ; <% O ano ano
2 iontova déla maximalné 0,1 kV
Nejniz3i pfipustna hodnota imalniho un iho napéti i ého svazku pro é
30 itj)ntovs lea inimalné 8,0 kv i i ano ano
4 i { hustota i ého toku (peak) 10 mA/cm2 ano ano
5 i rozsah naklonu iontovych dél k roviné vzorku -10° aZ +10° ano ano
6 Moznost soucasného oboustranného lesténi vzorku ano ano
7 MoZnost pouziti obou dél na jednostranné lesténi ano ano
8 |Rotace pripravované folie 0 360° ano ano
9 Moznost nastaveni rizné rychlosti rotace ano ano
10 Moznost chlazeni drzéku pro vzorek pomoci tekutého N2 ano ano
11 Vakuovy systém nesmi obsahovat olejové vypary ano ano
1 Vyména vzork( (nemysli se s chlazenim vzorku, tedy pro pfipad chlazeni tekutym N2. v komofe i ano ano
s Eerpanim komory musi prob&hnout do 5 minut
13 Maximalni pracovni tlak komory v fadu 107 Pa ano ano
P Vnéjsi rozméry systému fizeného iontového lesténi
14 Celkova $itka max. 1200 mm ano ano
15 Celkova vyska max. 800 mm ano ano
16 Celkova hloubka max. 1000 mm ano ano
mace zarizeni
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Moznost automatického ukonéeni procesu pfi dosazeni dané velikosti otvoru ve folii (funkce
18 ano ano
auto stop)
19 Moznost sledovéni povrchu vzorku pomoci digitalni kamery pfi zvét3eni v rozsahu alespof 300x ano ano
— 2000x
20 | Motnost automatického zéznamu stavu vzorku digitéini kamerou b&hem procesu pripravy (v o o
libovolnych intervalech uréenych zadavatelem, nap¥. po 1 min.)
21 DigitaIni kamera dodana se software a hardware pro sledovéni a zdznam stavu vzorku ano ano
22 Dodany software a hardware je kompatibilni s operaénim é ano ano
Opticky mikroskop a digitaIni kamera jsou chrénény étitem (shutterem) vyrobenym z wolframu
nebo materilu se stejnymi nebo lepsimi vlastnostmi pro stinéni radiace, ktery je umistén v
23 |prostoru mezi pozici aktivniho vzorku v pracovni komoe zafizeni a optickym mikroskopem. ano ano
Polohovani shutteru je motorizované, é z prostfedi ého softwaru a Znuj
stinéni pouzit kdykoli podle potfeb zadavatele
2 Zaffzenfje vybaveno systémem vakuového transportu aktivniho vzorku z a do pracovni komory ano ano
zafizeni.
55 |Vakuowy systém zafizen je vybaven dostatetné Géinnym filtrem zabrafiujicim Sifent aktivnich o o
produkti iontového odprasovani z pracovniho prostoru zafizeni mimo néj
byt a i a umoznit i pfipravu diski pro naslednou finalni Upravu pomoci zafizeni pro fizené iontové
lesténi:
[> Ultrazvukova vyFezavatka vzorka
Umoziuje vyfezavani diskl o priméru 3 mm, 2,7 mm a 1,5 mm a tloustce v rozsahu alespoil
26 [0.05-5 mm na ultrazvukovém principu. Sou¢dsti dodévky jsou pfislusné fezné nastroje pro ano ano
produkci diskli pozadovaného praméru
27 Moznost nastaveni frekvence pro optimalizaci rychlosti fezani ano ano
28 Soutasti dodavky je polohovaci stolek v osach x a y pro pfesné nastaveni polohy fezu ano ano
29 Zaizeni umoziiuje Fezat kromé kovi a slitin i velmi kfehké vzorky (napf. keramiku) ano ano
30 |Soutasti zafizeni je i opticky stereomikroskop pro pfesné sledovéni polohy, pribéhu a kvality ano ano
31 Soutasti dodavky je ohfivaci deska pouZitelnd k pfilepeni vzorkd pomoci termolepidla ano ano
Soucasti dodavky je sada spotfebniho materialu zahrnujici minimalné dvé baleni brusného
32 materidlu minimalné dvou riznych zrnitosti, sada alespof deseti mosaznych trubicek, jedno ano ano
baleni fixacni epoxidové hmoty, a dvé baleni termolepidla
P Zarizeni pro vyseknuti disku ze vzorku
33 Zarizeni umoZiiujeze vzorku o tloustce v rozmezi 0.01 - 0.1 mm bez deformace vyseknout disk o ano ano
priiméru 3 mm
P Ztencovai diskil
24 Zafizeni umoziuje uchyceni disku vzorku o priméru 1.5 - 3 mm a jeho ztenéeni az na tloustku ano ano
alespoil 0.05 mm
35 Zafizeni Zfiuje presné a opakovatelné nastaveni a kontrolu tloustky ztencovéni ano ano
» Ztentovat diski (dilkovag)
Zafizeni umoZiiuje ve ztenteném disku vybrousit dilek a tim ztencit stfed disku na tloustku
36 V ano ano
alespoft 0.003 mm
37 Méreni Ubytku ztencovaného disku s pFesnosti alespori 0.001 mm ano ano
38 Moznost nastaveni kone&né tloustky disku (stop position), velikosti dbytku pFi zten€ovani ano ano
39 |Soucésti zafizeni je také opticky mikroskop pro pozorovani povrchu vzorku ano ano
40 Zarizeni je schopno brousit (vzhledem ke tvrdosti) kovy i keramiky ano ano
Prodavajici prohlasuje, Ze dodavka tvofena vyse uvedenymi zafizenimi bude vyh viem pozadavkim Kupuijicit
uvedenym v bodé 1 této pfilohy. Pokud by se v pribéhu pfipravy a realizace dodavky ukazalo, Ze ke splnéni poZzadavka
Kupujiciho uvedenych v bodé 1 této pfilohy a gar: ych hodnot lenych v bodé 2 této pfilohy jsou nezbytna dalsi




